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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-30: Techniques d’essai et de mesure —
Méthodes de mesure de la qualité de I’alimentation

AVANT-PROPOS

La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation internationale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la GEl). La CEl a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatlon dansMes domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cette fin et en plus d’autres actmtes publieNdes Normes

internationales. Leur préparation est confiée aux comités d’études; il est permis & Yo nationa| intéressé
par le sujet traité de participer a ces travaux préparatoires. Les organlsatlons i 8 entales
et non gouvernementales qui assurent la liaison avec la CEIl participen ¢ patation. La
CEl travaille en collaboration étroite avec I'Organisation internationale de normalisation onformément
aux conditions de I'accord passé entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questiof S représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étan i{fés/hationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de [reco Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports tec & s et\agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d’encourager 'unification interna ationaux/de la CEIl s’engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure du'§ i ionales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence et S CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en terme iere

5) La CEl n’a fixé aucune procéduyre concernant le indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand ur’materi aré a I’'wne de ses normes.

6) L’attention est attirée su queNcertains éléments de |a’présente Norme internationale peuvent faire I'objet
de droits de propriété infe ies’ La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels e pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern ‘ 1 &té préparée par le sous-comité 77A: Phénoménes

basse fréquence, d i S Ade’la CEIl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 34 G K1 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en

CEM confor de la CElI.

Le texte de st issu des documents suivants

FDIS Rapport de vote
77A/398/FDIS 77A/402/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera:

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

Le contenu du corrigendum d'aolt 2006 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-30: Testing and measurement techniques —
Power quality measurement methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sfandard
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objec

zation comprising
the IEC\is to promote

participate in this preparatory work. International, governmental and nori-goyermmexta i at ons liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo ates S ith International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with condition X J ént between the
two organizations.

international consensus of opinion on the relevant subjects £i sical co mittee has representatlon
from all interested National Committees.

4) In order to promote international unification, iftees”undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximu k their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and th \ ytional or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The IEC provides no marki
instrument declared to be in

6) Attention is drawn to the p
of patent rlghts<§
International Standa

frequency phenomegpa

FDIS Report on voting
77A/398/FDIS 77A/402/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
* withdrawn;
« replaced by a revised edition, or

¢ amended.

The contents of the corrigendum of August 2006 have been included in this copy.
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement

Description de I’environnement
Classification de I’environnement

Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites
Limites d’émission

Limites d’immunité (dans la mesure ou elles ne fombent pe
comités produits)

5 la~responsabilité des

Partie 4: Techniques d’essai et de mes

Techniques de mesure
Techniques d’essai
Partie 5: Directives d’insta
Guide d’installation
Méthodes et dispo

Partie 6: Norm

Partie 9: Divers

Chaque partje Ui divisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes
e ifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
nt que sections D’autres seront publiées avec le numéro de la partie
‘un second chiffre identifiant la subdivision (exemple: 61000-6-1).
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall un
committees)

of the product

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation gu'del%

Installation guidelines

Mitigation methods

Part 6: Generic@d
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-30: Techniques d’essai et de mesure —
Méthodes de mesure de la qualité de I’alimentation

1 Domaine d’application

paramétres de

Ainterpréter les

La présente partie de la CEl 61000-4 définit les méthodes de mesure de
qualité de I'alimentation des réseaux a courant alternatif 50/60 Hz et la f3
résultats.

Pour chaque type de parameétre concerné, les méthodes de m s. Elles
permettent d’obtenir des résultats fiables, reproductibles et cq S aquel que soit
I'instrument utilisé en conformité avec la présente norme et qu ient\seS conditions
d’environnement. La présente norme porte sur les mé € a~ymesuxe destinées aux

mesures sur site.

imite aux phénoménes

La mesure des parameétres couverts par la présentg
> concernent selon les cas

susceptibles de se propager sur un réseau d’é gievéle
ceux relatifs a la tension et/ou au cou

Les paramétres de qualité de I'alimenta dans le présent document sont la
fréquence, I'amplitude de la tension d’ pillotement («flicker»), les creux et les
surtensions temporaires d’a i e’ tension, les tensions transitoires, le
déséquilibre de tension dali i S iques et interharmoniques de tension et de

courant, les signaux trg

En fonction de I'objet| de Iz es peuvent porter soit sur une partie des
phénoménes de citte I§

La présente norme définit de ades de mesure mais ne constitue pas une spécification de
réalisation. Les essa|x ! le domaine de variation des grandeurs d’influence de
la présente norm ¢ exigence fonctionnelle.

La présente ngrme inyi éthodes de mesure sans fixer de seuils.

Les effets d kans gurs placés entre le réseau et 'appareil de mesure sont pris en
compte mais non_traités en détail dans la présente norme. Les précautions a prendre pour
installer des instr nts de mesure sur des circuits sous tension sont indiquées dans la
présente norme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050(161), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-30: Testing and measurement techniques —
Power quality measurement methods

1 Scope

This part of IEC 61000-4 defines the methods for measurement and interpretation of results for
power quality parameters in 50/60 Hz a.c. power supply systems.

The following referented documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(161), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility
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CEI 60050-300, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Mesures et appareils de
mesure électriques et électroniques — Partie 311: Termes généraux concernant les mesures —
Partie 312: Termes généraux concernant les mesures électriques — Partie 313: Types
d’appareils électriques de mesure — Partie 314: Termes spécifiques selon le type d’appareil

CEI 61000-2-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-4: Environnement — Niveaux
de compatibilité dans les installations industrielles pour les perturbations conduites a basse
fréquence — Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-3-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 8: Trans-
mission de signaux dans les installations électriques a basse tension — Niveaux d’émission,
bandes de fréquences et niveaux de perturbations électromagnétiques

tension

3 Définitions

3.1

voie (de mesure
ensemble des di i iég’a une mesure individuelle

NOTE «Voies» et «phaes» R ont\pas la

3.3
tension d’alimentation déclarée, U,

la tension d’alimentation déclarée U, est généralement la tension nominale U, du réseau. Si,
par suite d’un accord entre le distributeur et le client, la tension d’alimentation appliquée a ses
bornes différe de la tension nominale, alors, cette tension correspond a la tension d’alimen-
tation déclarée U,

3.4
seuil de creux
valeur de tension spécifiée pour permettre de détecter le début et la fin d’'un creux de tension

3.5

données marquées

pour tout intervalle de temps de mesure au cours duquel se produisent des coupures, des
creux ou des surtensions temporaires a fréquence industrielle, le résultat de la mesure
effectuée sur tous les autres parameétres au cours de cet intervalle de temps est marqué
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IEC 60050-300, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Electrical and electronic
measurements and measuring instruments — Part 311: General terms relating to measurements
— Part 312: General terms relating to electrical measurements — Part 313: Types of electrical
measuring instruments — Part 314: Specific terms according to the type of instrument

IEC 61000-2-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-4: Environment — Compatibility
levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances — Basic EMC publication

IEC 61000-3-8, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 8: Signalling on
low-voltage electrical installations — Emission levels, frequency bands and electromagnetic
disturbance levels

IEC 61000-4-7:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7:
ment techniques — General guide on harmonics and interharmons

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 6
definitions of IEC 60050(161).

3.1
channel

NOTE “Channel” a
between 2 conducto Pha
phases, or between a pha

3.2

3.3

declared supply voltage U. is normally the nominal voltage U, of the system. If by agreement
between the supplier and the customer a voltage different from the nominal voltage is applied
to the terminal, then this voltage is the declared supply voltage U,

3.4
dip threshold
voltage magnitude specified for the purpose of detecting the start and the end of a voltage dip

3.5

flagged data

for any measurement time interval in which interruptions, dips or swells occur, the measure-
ment results of all other parameters made during this time interval are flagged
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3.6

papillotement («flicker»)

impression d’instabilité de la sensation visuelle due a un stimulus lumineux dont la luminance
ou la répartition spectrale fluctue dans le temps

[VEI 161-08-13]

3.7
composante fondamentale
composante dont la fréquence est la fréquence fondamentale

[VEI 101-14-49 modifié]

3.8

fréquence fondamentale
fréquence du spectre obtenue a partir d’'une transformée de Fourier d
servant de référence a toutes les autres fréquences du spectre

[VEI 101-14-50 modifié]

NOTE S'il subsiste un risque d’ambiguité, la fréquence fondamentales
la vitesse de rotation du ou des générateurs synchrones alimentant le ré

emporelle,

polarité et de

3.9
composante harmonique
toute composante ayant une fréquence harmonigu

[CEI 61000-2-2 définition 3.2.4]

NOTE Sa valeur est normalement exprimée soys la 9 € dace. Pour des raisons de simplicité,

3.10
fréquence harmonique

(CEI 61000-2-2 définit'fn 3R
3.1

hystérésis

grandeur d’influence
grandeur susceptible d’affecter le fonctionnement d’un instrument de mesure

[VEI 311-06-01 modifié]

NOTE Cette grandeur est généralement externe a I'instrument de mesure.

3.13

composante interharmonique

composante ayant une fréquence interharmonique
[CEI 61000-2-2 définition 3.2.6]

NOTE Sa valeur est en général exprimée sous la forme d’une valeur efficace. Pour des raisons de concision, cette
composante peut étre simplement appelée interharmonique.
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